Zaktad Fotofizyki

Instytut Maszyn Przeplywowych im. R. Szewalskiego PAN

Spektroskopia fluorescencii rentgenowskiej XRF

Metoda przeznaczona do nieniszczacej
analizy sktadu chemicznego obiektow
zabytkowych bez koniecznosci pobierania
probek. Spektrometr XRF moze byc¢ z
tatwoscig transportowany na miejsce badan
co jest szczegolnie istotne w przypadku
takich obiektow jak np. malarstwo Scienne.
Analiza odbywa sie w sposéb bezkontaktowy
i nie wywotuje zadnych negatywnych
skutkéw dla badanego obiektu.

Spektrometr zapewnia natychmiastowg analize sktadu
chemicznego dowolnego materiatu, zawierajgcego pierwiastki
o liczbie atomowej wiekszej od 19. Gtebokos$¢ penetracji
wynosi od ok. 30 um dla metali do kilkuset um dla warstw
malarskich. Duza czuto$¢ spektrometru (60 - 300 ppm)
gwarantuje detekcje nawet sladowych ilosci pierwiastkow na
badanej powierzchni.
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